Стенд для исследования сверхчувствительных усилителей для многопроволочных дрейфовых камер
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В МИФИ разрабатывается координатно-трековый детектор ТРЕК на основе многопроволочных дрейфовых камер, использовавшихся в прошлом в нейтринном эксперименте на ускорителе У-70 в ИФВЭ [1]. Каждая камера оснащена усилителем-формирователем, на который поступают микроамперные электрические импульсы с сигнальных проволок дрейфовых камер, на каждый он формирует логические сигналы в уровнях LVDS. Высокая чувствительность усилителя требует тонкой настройки и подробного исследования его основных характеристик. С учетом того, что установка ТРЕК включает 264 дрейфовых камеры, необходимо создание стенда, как для исследования усилителей, так и в дальнейшем для автоматического тестирования их крупных партий. 
В рамках развития проекта такой стенд был создан. Он позволяет оперативно снимать основные характеристики усилителей, такие как пороги срабатывания каналов и зависимости длительности сформированного сигнала от амплитуды и длительности входного сигнала. 

Программное обеспечение написано на графическом языке программирования LabView [2,3]. Этот язык программирования позволяет подключать и осуществлять управление приборами, приведенными на рисунке 1.
[image: image1.emf]Усилитель

4х100 Ом

Подстроечный 

реостат

Выходные парафазные 

сигналы с каналов усилителя

4x120 кОм

50 

Ом

+- +-+- +-

-5V + 5VGND

Осциллограф

Генератор

5.000В

5.000В

0.100A   

0.100A

+GND

-

Источникпитания


Рисунок 1. Схема стенда.
Доклад рассказывает о результатах исследования усилителей-формирователей, о проектировании стенда, включая приборную базу, программное обеспечение и результаты паспортизации первой партии усилителей-формирователей.
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